
Corec�ia OFFSET si GAIN  la instrumentele de m�sur�. 
 

Corec�ia de OFFSET �i GAIN corespund la anularea deplas�rii de zero �i 
respectiv reglarea sensibilit��ii optime pentru un instrument de m�sur� pentru ca 
valorile indicate de acesta (yj) s� fie cât mai apropiate de valorile adev�rate (xj) 
ale etaloanelor folosite pe intervalul de m�sur�. Este important a se preciza �i cu 
aceast� ocazie ceea ce am insistat �i în alte lucr�ri privind principiile 
metrologice [1-3]: 

(i) efectuarea acestor corec�ii face parte din procedura general� de 
evaluare metrologic� ;  

(ii) evaluarea metrologic� prive�te un instrument de m�sur� în întregime �i 
nu componente ale acestuia în mod separat cum ar fi  elementul 
sensibil sau p�r�i din blocul de condi�ionare �i afi�are a valorilor yj. 
Metrologul prime�te spre evaluare un instrument de m�sur� sigilat �i 
echipat complet pentru utilizare având nevoie numai de instruc�iunile 
de operare.  

(iii) evaluarea metrologic� a unui instrument de m�sur� const� în principal 
în: (1) stabilirea condi�iilor experimentale specifice pentru ob�inerea de 
rezultate repetabile �i reproductibile; (2) stabilirea corela�iei între 
valorile impuse, xj �i valorile yj pe intervalul de m�sur� declarat; (3) 
stabilirea �i aplicarea corec�iilor pentru ca diferen�ele |xj – yj| s� fie 
minime; (4) stabilirea surselor principale de erori �i estimarea 
contribu�iilor acestora la incertitudinea global� de m�sur�. 

 
În general ambele corec�ii î�i au originea chiar în caracteristica elementului 
sensibil. Un caz deja clasic îl reprezint� sensorii electrochimici în special 
electrozii de pH. Ace�tia î�i modific� rapid cei doi parametri necesitând 
etalon�ri �i corec�ii la începutul fiec�rei serii de m�sur�ri. 
Chiar dac� sensorii au caracteristic� stabil� cu OFFSET = 0, blocul electronic de 
condi�ionare a semnalului �i transmitere a unit��ii pot introduce OFFSET �i 
uneori instabilitate. Astfel teslametrele care folosesc sensori Hall din ultima 
genera�ie au numai corec�ie de OFFSET.  În ultimii ani au fost construite 
componente active cu OFFSET practic zero (sub 1 µV) �i cu stabilitate  înalt� 
(deriv� mic�), astfel c� apare ca neprofesional cazul unui instrument care 
necesit� periodic corec�ie de OFFSET �i GAIN bazat pe un sensor considerat de 
calitate.   
Experien�a a dovedit c� indiferent de calitatea instrumentului de m�sur� în 
întregime, este necesar� m�car corec�ia de OFFSET. În cazul în care sunt 
necesare cele dou� corec�ii, acestea sunt în general legate între ele �i necesit� o 
procedur� unitar� cu aceea de etalonare. Deci etalonarea unui instrument de 
m�sur� nu se va rezuma numai la a se stabili corela�ia (xj,yj) �i a contribu�iilor la 
incertitudinea global� de m�sur�, ci �i la optimizarea acestei corela�ii în 
principal prin corec�iile  de OFFSET �i GAIN. 



 
În graficul de mai jos este figurat� corela�ia necorectat� stabilit� prin etalonare 
ini�ial� a datelor (xj,yj) (dreapta B). Aceasta are o deplasare de zero (OFFSET) 
�i o pant� (GAIN) în mod evident diferite de dreapta ideal� A pentru care xj = yj 
(OFFSET = 0, GAIN = 1). M�rimile OFFSET �i GAIN ale corela�iei (xj, yj) 
rezult� prin prelucrare statistic� a acestor date împreun� cu o serie de alte 
m�rimi importante cum ar incertitudinea global� de m�sur� �i a contribu�iilor de 
diverse origini la ea (a se vedea formularul tipizat propus pentru Cetificatul de 
Etalonare editat în Excel sub Windows®, [1-3]).  
 
Procedura propus� pentru ajustarea caracteristicii B cât mai aproape de A const� 
în urm�toarele etape: 
 

1. Se traseaz� caracteristica ini�ial� B folosind 3-5 puncte uniform distribuite 
pe intervalul de m�sur�; 

2. Se calculeaz�  m�rimile a �i b pentru care yj = a*xj + b; 
3. Se procedeaz� la m�surarea unei valori xjo intermediare de pe intervalul 

de m�sur� (o valoarea nou� sau una dintre cele folosite la pct.1 �i 2) 
pentru care se m�soar� valoarea yjB; 

4. se determin� valoarea  yjC =  xjo + b care determin� dreapta notat� cu C 
ce trece prin punctul (xj=0, yj=b) �i are GAIN=1; 

5. se corecteaz� valoarea yjB la valoarea yjC numai prin ajustarea func�iei 
GAIN; 

6. se corecteaz� valoarea yjC la valoarea xj = yjA numai prin ajustarea 
func�iei OFFSET; 

7. se procedeaz� la m�surarea (verificarea) unei noi valori xj sau repetarea 
etalon�rii de la pct.1 �i 2 pentru a se stabili cât de aproape s-a mutat 
dreapta C de dreapta ideal� A. 

 
Procedura descris� mai sus se poate realiza u�or printr-un program de calcul 
(Excel). Exist� o serie de instrumente de m�sur� cum ar fi pH-metrele pentru 
care aceste corec�ii sunt necesare frecvent, care au aceast� procedur� sub form� 
de program în blocul decondi�ionare, prelucrare �i afi�are a datelor. Pentru astfel 
de instrumente este util pentru operator de a verifica în paralel cele dou� 
proceduri (cea efectuat� de operator conform etapelor descrise mai sus �i cea 
operat� de instrumentul de m�sur� prin programul propriu). 
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Graphic representation of the procedure for
OFFSET and GAIN adjustment for a measuring
instrument.
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